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Uktad do pomiaru masy przesuwajgcego si¢ materiatu,zwtaszcza warstw cienkich

Przedmiotem wynalazku jest uktad do pomiaru masy przesuwajacego si¢ materiatu metodg rozproszeniowa -
przy pomocy przenikliwego promieniowania. Uktad ten moze znale2¢ zastosowanie do pomiaru masy materia-
+6w sypkich, ziarnistych i tym podobnych, ktére przesuwaja sie na ta§mociggu. '

Znane sg uktady do pomiaru masy przesuwajgcego sie materiatu z zastosowaniem ukiadéw mechanicz-
nych, tensometrycznych i innych w ktérych pomiar masy odbywa si¢ metodq stykowa. Uk tady te nie moga
pracowaé prawidtowo w trudnych warunkach srodowiskowych, przy duzym zapyleniu i wilgotnosci.

Znane ukfady bezstykowe wykorzystujace absorpcje promieniowania s niedogodne do stosowania,
poniewaz przy ich stosowaniu najwiekszy sygnat i jednoczesnie najwigkszy btad bezwzgledny wystepuje przy
matej ilosci wazonego materiatu, co jest zwigzane z duzym btedem wzglednym. Stosowane obecnie uktady
bezstykowe wykorzystujace promieniowanie rozproszone posiadajg jedno 2rédfo promieniowania punktowe lub
liniowe ijeden detektor promieniowania bez kolimacji. Uktad ten nie moze by¢ stosowany przy warstwach
bardzo cienkich poniewa2 efektywnos$¢é rozpraszania promieniowania przy warstwach bardzo cienkich jest
mniejsza niz przy warstwach o wigkszej grubosci.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego uktadu, ktdry wykorzystujac promieniowanie rozproszone
w materiale mierzonym umozliwitby pomiar masy warstw cienkich.

Istoty uktadu wedtug wynalazku jest to, Ze oprécz znanych Zrédet promieniowania detektora i przeston
niedopuszczajacych do detektora promieniowania rozproszonego posiada kolimator z co najmniej jednym
otworem kolimacyjnym ostaniajgcy detektor od czesci promieniowania rozproszonego w materiale mierzonym,
przy czym w wigkszym stopniu jest ostabione promieniowanie rozproszone w warstwach mierzonego materiatu
lezgcych blizej detektora w mniejszym stopniu promieniowanie rozproszone w warstwach mierzonego materiatu
lezacych dalej od detektora. ‘ '

Uktad przedstawiony na rysunku posiada cze$é znang ztoZonq ze 2rédta 5 przenikliwego promieniowania
w pojemniku 6 z otworem kolimacyjnym 7 pojemnika naswietlajgcego mierzony materiat 4, przestony 8
niedopuszczajacych do detektora promieniowania rozproszonego i detektora 1 oraz wedtgu wynalazku posiada
kolimator 2 z otworem kolimacyjnym 3 ostaniajacy detektor od czesci promieniowania rozproszonego w mierzo-
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nym materiale 4 przy czym w wigkszym stopniu jest ostabione promieniowanie rozproszone w warstwach
mierzonego materiatu 4 lezacych blizej detektora 1 w mniejszym stopniu promieniowanie rozproszone w wars-
twach mierzonego materiatu 4 lezacych dalej od detektora 1.

Zastrzezenie patentowe

Uktad do pomiaru masy przesuwajacego si¢ materiatu zwtaszcza warstw cienkich metoda rozproszeniowa
przy pomocy przenikliwego promieniowania, zawierajagcy 2r6dfo promieniowania i detektor promieniowania
ostonigty od promieniowania nierozproszonego, znamienny tym, Ze detektor (1) promienjowania
posiada kolimator (2) z co najmniej jednym otworem kolimacyjnym (3) ostaniajacy detekior (1) od czesci
promieniowania rozproszonego w mierzonym materiale (4).
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